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摘要(译)

超声成像系统和方法技术领域本发明涉及一种超声成像系统和用于测量
三个体积内的两个点（ 54,56 ）之间的距离（ 58 ）的方法。尺寸图像
（ 50 ）。为了避免通常已知的前缩短效应，根据该效果，系统测量的距
离比两点之间的实际距离（ 58 ）短（ 54,56 ），提供给用户的显示器上
图像（ 50 ）中显示的光标（ 53 ）的深度控制。此外，可以向用户指示
光标（ 53 ）与体积内的结构（ 52 ）发生碰撞的指示（ 72 ）允许用户
更方便地评估光标移出显示器上显示的平面。由此，可以避免发生缩短
前的效果。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d792614f-47e1-4255-8f5b-d81026037a69
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049035618/publication/US2015157297A1?q=US2015157297A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150157297%22.PGNR.&OS=DN/20150157297&RS=DN/20150157297

